OLYM Pus® Digitalni mikroskop

DSX1000

Vyuzivejte svuj digitalni mikroskop jesté 1épe
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Inteligentni inovace

Rychla analyza poruch se zaruCenou presnosti a opakovatelnosti




VSestrannost v rozsahu od
makro- po mikrozvétseni

» Velky vybér objektivll vam umozni nalézt
nejvhodngjsi zvétSeni, rozliSeni a pracovni
vzdalenost pro vas vzorek

» Systém pozorovani s volnym Uhlem a
kédovanim

Vicenasobné pozorovani

jedinym kliknutim

» Objektivy a metody pozorovani Ize
vymenit rychle pouhym stisknutim tlacitka

» VSechny metody pozorovani jsou
k dispozici ve vSech zvétSenich

Davérujte svym vysledkim
diky garantované presnosti
a spolehlivosti

» Presna meéreni pomoci telecentrického
optického systému

» Presnost a opakovatelnost jsou zarucené
ve vSech zvétSenich




Vsestrannost v rozsahu od makro- po mikrozvetseni

pozorovani
(£ 90°)

Max. 66mm
pracovni
vzdalenost

Pracovni
stolek XY
s motorickym
pohonem
a rotaci
(£ 90°)

Siroky rozsah
zvétseni
rozsahu:

20x az 7 000x

Zvétseni mikroskopu, jehoZ rozsah &ini 20X az 7 000X, vam umozfiuje provadét pozorovani s vysokou Urovni prehlednosti pri
nizkych zvétsenich i plynulé priblizovani az na mikrometrickou Uroven, je-li potfebna podrobna analyza.

Hloubka ostrosti a dlouha pracovni vzdalenost vam poskytuji vysokou miru flexibility pfi prohlizeni vétsich vzorkd, zatimco systém
pozorovani s volnym thlem vam umoziuje zobrazovat zkoumany vzorek z mnoha smérd.



Nastroj, ktery vyresi vase problémy

Hruba kontrola i analyza na Grovni mikront s jednim systémem

V minulosti byly k provadéni kontroly potrfebné mikroskopy jak s vysokym zvétSenim, tak i s nizkym zvétSenim.
Prenaseni vzork( mezi témito mikroskopy bylo ¢asové naro¢né a vyzadovalo provadéni velkého mnozstvi Uprav nastaveni.

DSX1000

- Lep$i objektivy poskytuji lepsi
rozliseni
- Dlouha pracovni vzdélenost

- Velkd hloubka ostrosti

- Rychla a snadna vyména objektivu

DSX1000 Postup kontroly mlizete provadét pomoci jednoho snadno pouzitelného systému.

Obrazy s vysokym rozliSenim ziskavané pfi vysokém zvétseni

Pri provadéni kontrol nepravidelnych
vzork( je dllezité, aby byla zachovavana
bezpecna vzdalenost mezi objektivem a
vzorkem a tim bylo zabranéno moznosti
poskozeni vzorku. K tomu, abyste mohli
zobrazovat detaily, musite nastavit vétsi
zvétSeni, coz vSak ma zpravidla za
nasledek ziskani horsiho rozlisen.

Konvenéni digitalni
mikroskop

DSX1000

DSX1000

Vysoce kvalitni obrazy ziskavané pii vysokém rozliSeni s pokrocilou optikou.

Minimalni pravdépodobnost kolize se vzorkem DSX1000

Je-li vzdalenost mezi vzorkem a
objektivem pfili§ mala, béhem analyzy - ﬂ _
mUZe dojit ke kolizi objektivu se vzorkem g !

a k pfipadnému poskozeni vzorku. _ , ) « i

DSX1000 I nepravidelné vzorky je mozno pozorovat bez nebezpedéi kolize.




Zvolte nejvhodngjsi objektiv pro provadenou analyzu

Nase typova rfada zahrnujici 17 objektiv(, véetné volitelnych provedeni se super
dlouhou pracovni vzdalenosti a vysokou numerickou aperturou, poskytuje takovou
miru flexibility, poskytuje flexibilitu pro ziskani Siroké skaly snimku.

Podrobnéjsi informace o nasich objektivech
viz strany 27 a 28.

Sledujte cely obraz: rozsah zvétSeni 20X az 7 000X

ZvétSeni Ize stisknutim tlacitka plynule ménit v rozsahu od hodnot odpovidajicich souhrnné analyze az po hodnoty potfebné pfi
podrobném pozorovani.

20X 500X

2 000X



Minimalni pravdépodobnost kolize se vzorkem

Systém DSX1000 nabizi velkou hloubku ostrosti a dlouhou pracovni vzdalenost, takze mizZete sledovat i nerovné vzorky s
minimalni pravdépodobnosti jejich poskozeni.

Rada SXLOB

Vysoké rozliSeni a dlouha pracovni vzdalenost v jednom objektivu

Objektivy, které sluéuji vysokeé rozliseni a dlouhou pracovni vzdalenost, vam umozniuiji analyzovat velké, nepravidelné vzorky, jako
napiiklad soucasti automobilt a strojd, u kterych bylo v minulosti obtizné provadét kontroly za pouziti optického mikroskopu.

Rada XLOB
Vyjimecné rozliSeni pri pouziti clony s ¢iselnou hodnotou 0,95

Digitalni mikroskop DSX1000 vyuziva v8echny prednosti optickych mikroskopickych objektivi. Korekce chromatické aberace,
kterou se tyto objektivy vyznaduji, vdm umoziiuje sledovani jemnych detailli zkoumaného vzorku.

Rada UIS2



Sledujte vzorek pod mnoha uhly

Sikmé pozorovani (+ 90°)

Konstrukéni usporadani optického systému s eucentrickym
bodem umoziuje zachovani dobrého zorného pole pfi naklonu
nebo otoCeni pracovniho stolku, diky cemuz Ize provadét
pozorovani vzorku pod mnoha uhly. Vyhoda tohoto flexibilniho
feSeni spociva v tom, ze vzorky nemusite pozorovat jiz pouze
shora, coz vam usnadriuje nalezeni jinak obtizné viditelnych
vad.

Pozorovani s otacenim (=90°)

Pracovni stolek se otaci v rozsahu 90 stuprid, ¢imz vam
poskytuje jesté vétsi miru flexibility pfi rozhodovani o zplsobu
pozorovani vzorku.

+45° +90° -90°




Méjte trvalé povédomi o pouzitych uhlech

Systém trvale sleduje a zaznamenava informace o Uhlech Snimad uhlu naklonu
naklonu a oto&eni pouzitych pro kazdy obraz.

Pohyb otagejiciho se pracovniho stolku

Uhel néklonu: 45°

Funkce mikromapovani

% s L el Sl Motorized stage -
Béhem kontroly se tak nebudete ztracet v neprehlednych w M

Udajich. Systém zobrazuje oblast, kterou aktualné pozorujete,
v ramci celého obrazu, a to i pfi pouziti rezimu priblizent.

Snadno pouzitelna konzole

Ovladani pracovniho stolku XY a pohonu Rychly posun hlavy zoomu Ize
osy Z pomoci joysticku provadét nastavenim otoéného
ovladace jemného ostreni



Vicenasobné pozorovani jedinym kliknutim

Jednokrokova
vymena

Nasuvny objektivovy
revolver

IIIIIIIIIIi_IIIIiIII IIIlIII

-

Okamzité
prepinani mezi

jednotlivymi
metodami
pozorovani

Sest metod
pozorovani

BF

Konzole

OLYMPUS T i — Snadna

pouzitelnost

Mikroskop DSX1000 poskytuje takovou miru flexibility, ktera urychluje a usnadiuje pracovni postup pfi provadéni kontrol vzorkd.
Zmény nastaveni pozorovani se provadgji jednoduchym otacenim ovladace s kruhovou stupnici, zatimco prepinani mezi Sesti
rozdilnymi metodami pozorovani vyzaduje pouhé stisknuti tlacitka.



7 Va4

Okamzité prepinani Setfi Cas

Konvenéni systémy mohou nabidnout pouze jednu nebo dvé metody pozorovani, coZz omezuje to, co mizete vidét ve svém vzorku.
Mikroskop DSX1000 nabizi réizné metody pozorovani, z nichz mizete zvolit vzdy tu, kterd je nejvhodngjsi pro pravé provadénou
Ulohu.

Metody pozorovani podporované konvencnimi digitalnimi mikroskopy

- Metoda pozorovani | Metoda pozorovani | Metoda pozorovani
A B C

Zvétseni objektivu A
ZvétSeni objektivu B

Zvétseni objektivu C

Vyména objektivi u optického mikroskopu je obecné tézkopadna, pricemz nékteré metody osvétleni nemusi byt podporovany.

DSX1000 Vyberte si ze 6 metod pozorovani a prepinejte mezi nimi pomoci jediného kliknuti.
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Rychlé a snadné zmény zvétSeni

U nékterych digitalnich mikroskopU je pfi nastavovani rozdilného zvétSeni potfebna vymeéna objektivu. Tento postup muze byt
pomaly a pfipadné mdze pokazdé vyzadovat odpojeni kabelu kamery a rovnéz restartovani softwaru. Béhem tohoto postupu mdze
také dochazet ke ztraté zobrazeni vybraného mista na pozorovaném prfedmeétu, coz ma za nasledek nutnost vynalozeni dalsiho
¢asu pfi opetovném vyhledavani spravného mista.

Mikroskop DSX1000 vam umoznuje snadno a rychle ménit zvétSeni v rozsahu od makroskopickych po mikroskopické hodnoty, a
tim minimalizovat moznost ztraty cilového mista na pozorovaném predmeétu.

Rychlé zmény zvétSeni pomoci nasuvného
objektivového revolveru J

K hlavé mikroskopu méZete soucasné pripojit dva objektivy Predni cocka Zadni Socka

a poté rychle ménit zvétSeni pouhym presouvanim téchto ; S

objektiva. —
e ~ s - - -~ - o 1IIIIIIIIIIII‘..IJI|IIIIJIIIIIIJIIII-I:IIIIII}

Okamazité prepinani objektivovych nastavcu - -

Funkce rychlého prepinani objektivi vam umozriuje nalézat

nejvhodnéjsi zvétSeni pro prave provadény postup kontroly.

Po vymeéneé objektivu se automaticky aktualizuji informace o

zvétSeni a o zorném poli.

Nastavené zvétSeni Ize rychle ménit posunutim objektivu

Nastavec s jednim objektivem Nastavec se dveéma objektivy

Vyména objektivového nastavce provadéna v jednom kroku

Funkce optického pfiblizovani s rychlym

motorickym pohonem

Priblizovani a oddalovani zobrazeni se provadi otacenim
ovladace s kruhovou stupnici na konzole optického systému.
Opticka priblizovaci hlava umoziiuje zmény zvétSeni v Sirokém
rozsahu za pouziti jediného objektivu. Jeji pohyb je piné
motorizovany, diky ¢emuz vam pomaha odstranovat Casté
chyby, k jejichz vzniku mlze dochéazet pri ruénim nastavovani
priblizeni.

[

Jeden objektiv podporuje az 10x optické zvétseni.



Prepinani metod pozorovani a osvétleni stisknutim tladitka
U nékterych mikroskopl jsou metody osvétleni zavislé na zvoleném objektivu a provadéni zmén nastaveni osvétleni mize byt

Gasoveé narocné. Systém mikroskopu DSX1000 umoznuje provadéni tohoto postupu rychlejsim, jednodussSim a snadnéjsim
zplsobem — pouhym stisknutim tladitka.

BF OBLIQUE DF MIX PO DIC

Diferencni
Temné pole MIX Polarizace interferenéni
kontrast

Jednoduché nastavovani osvétleni pomoci
otoéného ovladace

*Osvétleni se nastavuje odliSné v zavislosti na metodé pozorovani.

Snadno pouzitelna konzola

Multifunk&ni konzola vam pomaha rychleji zviadat pracovni Ukoly. Napfiklad mdzete snadno, tedy jednim kliknutim, zaznamenavat
2D nebo 3D obrazy nebo presouvat pracovni stolek XYZ.

Otocny voli¢ pro nastavovani Jemné zaostreni
Otocny ovlada¢ osvétleni pracovniho stolku XY (upravit smér 2)

Funkéni tlacditka véetné
zdznamu 2D nebo 3D obrazu, funkce Tlacitka pro prepinani Oto¢ny voli¢ pro
sesivani vice obrazd dohoromady metody pozorovani nastavovani jasu
a funkce vylepSeni obrazu
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Integrované metody pozorovani

Snadné prepinani mezi svétlym polem (BF), Sikmym osvétlenim,
temnym polem (DF), MIX (BF a DF), jednoduchou polarizaci
(PO), diferencialnim interferenénim kontrastem (DIC) a zvySenim
kontrastu. Tato flexibilita vam umozni zvladnout témér jakykoli
Ukol v oblasti mikroskopickych kontrol.

SP TP MIX
SP (svétlé pole) PO (polarizace)

Vhodné pro ploché vzorky

U zrcadlové zobrazovaného povrchu se ryhy jevi jako
tmavsi oproti okolnimu povrchu, coZz umozniuije jejich
vyniknuti.

OBQ (sikme)

Smisené pozorovani (SP+TP)

Svétlo je vyzarovano z kruhu okolo objektivu
Snadné zjistovani ryh a vad, které mohou byt obtizné
rozpoznatelné pomoci konvenéniho mikroskopu,
prostrednictvim kombinace detekénich funkei
vyuzivajicich tmavé pole (TP) a viditelnosti poskytované
svetlym polem (SP).

%

FEE.RRR

=
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Zafizeni uréené pro polarizaci vzorku

Tim, Ze vyuziva ortogonalni prostorové usporadani
dvou polariza¢nich filtrd, vam tato metoda umozriuje
pozorovani kontrastu a barev podle polarizacnich
vlastnosti vzorku.

Zvyraznéte nerovnosti na povrchu
pozorovaného vzorku

Tuto metodu Ize vyuzivat k zvyrazriovani nerovnosti
povrchu, ¢ehoz je dosahovano osvétlovanim z pouze
jednoho sméru. Tato metoda je idedlni pro nerovné
nebo zvinéné vzorky a pro fezné plochy.

o e poo

Nejvhodnéjsi metoda pro zjisStovani ryh a
podobnych vad

Rozptylené nebo odrazené svétlo je vyzarfovano

tak, aby Sikmo dopadalo na povrch vzorku, a tim
zvyraziovalo prach, ryhy a dalsi vady. Prach a ryhy se
v zorném poli jevi jako svétlejsi.

13

Moznost vizualizace nerovnosti,
cizorodych éastic, ryh a dalSich vad na
nanometrické urovni

Tato metoda vam umozriuje provadét vizualizaci
povrchovych nerovnosti na nanometrické urovni. Je
idedini pro kontroly polovodi¢ovych plétkd, tenkych
povrchovych vrstev, LCD panell lepenych za pouZiti
technologie ACF a sklenénych povrchd.

Zvyraznéte obrysy pozorovaného vzorku

Tato metoda zvySuje kontrast tim, Ze zuzuje aperturni
clonu optického prvku, ¢imz vam umoznuje sledovani
ostrych obrazl s zivymi detaily. Svétlé Casti se jevi
jako jasnéjsi, zatimco tmaveé plochy se zobrazuii jako
temnéjsi.




Minimalizace svételnych odrazu

Adaptér rozptyluje svétlo, ¢imz prispiva k minimalizaci odrazd
tohoto svétla a vzniku tmavych prechod( na vzorcich, napiiklad
na valcovém kovovém povrchu.

Potla¢eni odrazu

PFi pozorovani povrchu tenké vrstvy nebo pfi pozorovani
povrchu predmétu skrze prihledné médium, jako napriklad
sklo, se ¢ast tohoto povrchu mize jevit jako velmi svétla.
Adaptér je proto mozno doplfiovat optickym polarizacnim
kotoucem, ktery potladuje odrazy svétla.

Obrazy s vysokym rozliSenim ziskavané
vysokou rychlosti

Pokrocilé algoritmy mikroskopu vam umoznuji rychle
zaznamenavat 3D obrazy pouhym stisknutim tlacitka.

3D obraz

Zcela zaostfeny obraz

Ziskavani panoramatickych obrazi
pomoci funkce automatického skladani

Funkce panoramatického pohledu umoZfiuje zaznamenavani
3D obrazl celé Siroké oblasti. Pri pouziti funkce skladani rady
jednotlivych zaostfenych obrazd mizete sledovat vzorek, jehoz
celkova plocha je vétsi nez zorné pole mikroskopu.

Bez adaptéru

Bez adaptéru

S adaptérem

MoZnost ziskavani obrazu celého zorného pole spojovanim diléich obrazd

Panoramaticky obraz

14
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Spolehnéte se na vysledky svych méreni diky zarucené*
presnosti

Telecentricky opticky systém, jimz je mikroskop vybaven, vam umozniuje provadet velmi pfesna meéreni, na jejichz vysledky se diky
zarucené Urovni presnosti mizete plné spolehnout.

*Aby bylo mozno zarucit pfesnost pracovniho stolku XY, musi byt servisnim technikem spolecnosti Olympus
proveden odpovidajici postup kalibrace



Zarucena presnost meéreni

Spolehnéte se na vysledky svych méreni

Presnost mnoha béznych digitalnich mikroskop( i optickych mikroskopt neni zaru¢ena.

Konven&ni rugni méreni DSX1000 s presnosti m&teni

HHHHH

10 um

Presna hodnota

Diky zaruéené presnosti méfeni se mlizete na vysledky téchto méfeni plné
DSX1000 spolehnout.

Kalibrace provadéna v misté instalace

| kdyz byla presnost méreni vaseho mikroskopu zarucena v dobé expedice pfistroje z vyrobniho zavodu, tyto vysledky mdzete po
instalaci zménit.

Bé&Zné neexistuje osvédeeni o kalibraci DSX1000 s osvédsenim o kalibraci

DSX1000 Spolehlivost méfeni zajisténa kalibraci provadénou v misté instalace.

16
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Vysoce presné méreni

Pfi zobrazovani vysokych vzorkd pomoci konvenéniho mikroskopu mize méfeni nepfiznivé ovliviiovano konvergenénim jevem,
ktery mlze zplsobovat, Ze velikost pfedmétu se jevi odlidné v zavislosti na poloze ohniska. Tento jev znesnadiuje ziskavani
presnych vysledkd méreni. Telecentricky opticky systém mikroskopu DSX1000 tento jev potlacuje, ¢imz umoziuje ziskavani vyssi
presnosti méreni. Potfebujete-li provadét vysoce presna meéreni, mikroskop DSX1000 je vasi prvni volbou.

Konvencni digitalni mikroskop DSX1000

(bez telecentrického optického systému) (s telecentrickym optickym systémem)
V oblastech pravého a levého okraje jednoho n V oblastech pravého a levého okraje jednoho
zorného pole je velikost rozdilng. zorného pole je velikost stejna.

Co je telecentricky opticky systém?

Telecentrické objektivy poskytuji stejnou Uroven jasu ve stfedu zorného pole i v jeho okrajovych oblastech. PFi pouziti
telecentrickych objektivil se velikost obrazu (zvétSeni) neméni ani tehdy, jestlize se vzorek pri ostfeni pohybuje ve
svislém sméru. Tento opticky systém vam umoznuje zaznamenavat obraz celé nahoru smérujici plochy vzorku, coz
zvySuje presnost méren.

Bez telecentrického optického systému ) S telecentrickym optickym systémem

Pri méreni vzdalenosti mezi dvéma body na snimcich nad a pod Vysledek méreni je stejny mezi obrazky nad i pod ohniskem.
zaostrenim se vysledky mohou lisit.

! Normaini objektiv Telecentricky objektiv

1} :
/I\ I/
dim dim

Pri pouziti normalniho objektivu Pri pouziti telecentrického
mUze byt povrch vzorku z ¢asti objektivu povrch vzorku kvdli
skryty kvlli nerovnostem. nerovnostem skryty neni.
Obrazy maiji Velikost obrazu je stejna.
rlizné velikosti. ) -
Pod ohniskem Pod ohniskem



Zarucena presnost a opakovatelnost

Presnost a opakovatelnost méreni jsou zaru€eny pfi vSech
zvétSenich, diky ¢emuz se mlzete na vysledky svych méreni

D
« — Opakovatelnost
plné spolehnout. o =
. Opakovatelnost
v N
Mé&feny predmét: starjdardni méfitko 1,00 mm \ a presnost
Pocet méreni Vysledek méreni
2 1,02 mm
3 0,99 mm /
- T -
4 1,01 mm
5 1,0 mm Presnost
6 1,0 mm ‘\\\\"I"ju’,__
0,99 SN,
! =Y MM i‘l“\mﬁ = -
Pocet méreni Priméma hodnota o
N JAB
7 1,00 mm g Calibration

RCLOOS10

oK vydavani certifikatu musi kalibraéni prace provést specializovany servisni technik spole¢nosti Olympus.
*Olympus vydava certifikat o kalibraci potvrzeny kalibraénimi schvalovacimi laboratofemi ILAC-MRA.

Zarucené parametry méreni ve vasem pracovnim prostredi

Jestlize zakoupite systém DSX1000, bude vyslanym technikem
provedena kalibrace tohoto systému pfimo na vasem
pracovisti, aby byla zaruCena stejna Uroven presnosti jako v |
dobé vypraveni zasilky z vyrobniho zavodu. -

Rozmanita certifikace

DIEX100) Tracaabébny Suatam

b Sandard Calibration Certilicate

Zajistéte si trvalou presnost provadénych méreni

m
ot}

Aby bylo mozno dosahnout
dalsiho snizeni kolisani presnosti
meéreni,

je tfeba provadét kalibraci
objektivi a pomérd priblizent.
B&zné se sice jedna o Casovée

naroény postup, avéak pomoci : i
funkce automatické kalibrace !

Ize kalibra¢ni nastaveni provadét

rychlym a snadnym zp&sobem. =

Kalibra¢ni vzorek

18
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Vykonné funkce poskytuji vyjimecnou hodnotu

Plynulé zaznamenavani zivych obrazl
pri vysoké snimkové frekvenci 60 fps
Snimkova frekvence

Mikroskop DSX1000, ktery je vybaven stejnou technologii,
jaka se pouziva v technicky nejvyspélejsich digitalnich
jednoobjektivovych reflexnich kamerach, umoznuje plynulé
zobrazovani pfi snimkové frekvenci 60 fps. VaSe obrazy
zUstavaji ostré i tehdy, jestlize pozorovany vzorek premistujete.

Zobrazovani ve vysokém rozliSeni umoznujici vysoce vérnou reprodukci barev

Diky rezimu 3CMQOS, kterym je vybavena vestavéna kamera, miizete ziskavat obrazy s vysokym rozlisenim, vyjimecné vérnou
reprodukci barev a malou velikosti soubor(.

1 2 Posunuti k obrazu na pravé strané

—

3 Prechod k levému dolnimu obrazu 4 Prechod k vedlej§imu obrazu vpravo
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Systém mikroskopu DSX1000 vam umozni ziskat stejnou kvalitu obrazu jako pri
pouziti kamery se tfemi snimadi, a to diky tomu, Ze systém provadi postupné

zaznamenavani obrazu po presunuti snimace do dalsi polohy. Zobrazova’nl’ na’hledl‘:I Snl’mkﬁ poﬁzovany’ch
Ostré obrazy bez presvétleni ziskavané za pouziti 6 metod pozorovani
pri nizkém zvétsSeni

Bez rezimu 3CMOS S reZimem 3CMOS

Jedinym kliknutim mdzete okamzité zobrazovat snimky vzorkd,

Pokrocila opticka technologie, kterou je mikroskop vybaven, které byly zaznamenany pomoci 6 réiznych metod pozorovani.
odstrafiuje presvétleni objektivu, které je jinak b&Zné pfi nizkych ~ Vyberte obrazek, ktery nejlépe vyhovuje vaSemu vzorku, a
Urovnich zv&tseni, a umozniuje tak ziskavani ostrych obrazd. nastaveni se automaticky nakonfiguruje tak, aby se pfislusna

metoda pozorovani vyuzila co nejlépe.

DSX1000

Hest mage




Ziskat optimalni pozorovaci
podminky

Kazdy porizeny snimek obsahuje informace o podminkach,
za kterych se jeho zaznam uskutecnil. Tyto podminky m{zZete

kliknutim na obraz zpétné vyvolavat, coz vam usnadniuje
provadeni pozorovani za pouziti stejnych podminek a nastaveni.

) C

Vzorek A

Vzorek A

V@

»a _
Vzorek Vzorek
podobny ’ o ; podobny
vzorku A a . vzorku A
’ B

Podminky akvizice jsou uloZeny u
kazdého obrazku. Tyto podminky je
pak mozno opakované nacitat jedinym
kliknutim.

Ucinné analyzy.
Siroka rozmanitost méreni

Systém nejen podporuje méreni 2D viastnosti, jakymi jsou
lineérni §itka, plocha povrchu, Uhel a prdmér, nybrz také
dokéaZze urcovat vydku, objem, prifezovou plochu a dalsi
vlastnosti, které jsou potfebné pro 3D méreni.

Vykonny software pro obrazovou
analyzu

Software pro obrazovou analyzu OLYMPUS Stream
zjednodusuje provadeéni specialnich analyz, jako napfiklad
analyzy vysledkd méfeni zrnitosti. K dispozici je také software
OLS5000-BWS, ktery zvysuje ucinnost provadénych kontrol od
ziskavani dat aZ po sestavovani protokoll.

Rychlé vyhledavani
podminek akvizice obraz(i
umoznuije provadéni

Minimalizace halovych jevu

Funkce HDR slu¢uje vicero obraz zaznamenanych pfi
rozdilnych expozicich tak, aby byly zobrazeny jemné struktury
ve svétlych i tmavych oblastech, a sou¢asné odstranuje halové
jevy a svételné odrazy u vzorkd s odrazivym povrchem.

Méreni drsnosti povrchu

MUzZete také snadno sledovat stav povrchu, a to tim, Ze budete
provadét kvantitativni linearni a ploSna méreni drsnosti za
pouZiti parametr(l Ra a Rz.

B SA—S

Sa 21.104 (um Sak 0.531
Sk 1.996 Sp 46.136 [um]
v 28.662 (um] Sz 74.798 [um]

Sa 18.311 (um)

Flexibilni sestavovani protokolu, které
Ize provadét jednim kliknutim

Ziskané vysledky mdzete okamzité zapisovat do protokolu ve
formatu podle vlastniho vybéru. Tento nastroj podporuje, kromé
specifickych formét DSX, také formaty Excel, PDF a RTF.

Svij protokol mlzete také prizplisobovat podle pozadovaného
formatu.
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Automobilovy pramysl

Pozorovani cizorodych latek na povrchu lakovanych karoserii
automobilli za Gcelem zjisténi zdroje kontaminace

Lakovana karoserie automobilu

Sledujte zfetelné detaily predmétl pii stejném zvétseni.

Pri pouziti konvenéniho objektivu (1700X) je vzorek rozmazany Cizorodé latky Ize detekovat natolik zfetelng, Ze jsou viditelné dokonce
i vzduchové bubliny okolo téchto vad (DSX1000, 1700X)

Hledani vad svarovych spoja pfi pozorovani pfiénych fezt Zebry chladi¢u

Zebro chladige
prarez
U nékterych systéma mlze byt vybér nejvhodngjsi metody pozorovani pro konkrétni vzorek spojen s velkou

Ifieéenl' Casovou narocnosti. Opticky systém mikroskopu DSX1000 umoznuje pfepinani mezi metodami pozorovani
pouhym stisknutim tlagitka.

Pri pouziti konvenéniho objektivu (1 700X) je vzorek rozmazany Polarizované pozorovani pomoci mikroskopu DSX1000 (300X) se zfetelné
viditelnym odlupovanim svaru



Pozorovani lomové plochy kovové soucasti za u¢elem analyzy priciny

poskozeni

Lomova plocha kovové soucasti

Pozorovani Siroké oblasti Ize provadét pfi velkém zvétSeni pomoci spojovani obrazu, avsak pfi pouziti
béZného systému zlstavaji hranice sesitych obraz( stéle viditelné. Zdokonaleny algoritmus skladani obrazd,
ktery pouziva mikroskop DSX1000, vam umozni ziskat zfetelné obrazy bez viditelnych hranic.

Slozeny obraz 2 x 2 (1000X)

Pozorovani velkych pfedméti bez svételnych odrazl

Hrot vrtaku

Pri pozorovani velkych trojrozmérnych predmétl mize snadno vznikat nerovnomérné rozlozeni jasu, coz
znesnadniuje zobrazovani celého pohledu vzorku. Pri pouziti mikroskopu DSX1000 v8ak mUzZete ziskat
zfetelné a prehledné zobrazeni celého velkého predmétu bez rusivych svételnych odrazl.

PFi pouziti konvenéniho objektivu (24X) znesnadnuje nerovnomérny jas pozorovani Snadné pozorovani (24X) poskozené plochy pomoci mikroskopu DSX1000 diky
poskozené plochy plosnému osvétleni
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Elektronika

Méreni odstipnuté oblasti integrovaného obvodu (IC) za ucelem zjisténi
priciny poruseni

Platek s integrovanym obvodem pred zapouzdrenim

Ne kazdy digitalni mikroskop zaruCuje presnost a opakovatelnost méreni pri vSech zvétSenich. Na zaru¢enou
presnost a opakovatelnost vysledkd méreni provadénych pomoci mikroskopu DSX1000 se v8ak mUzZete piné
spolehnout.

V obrazu ziskaném za pouziti funkce diferenciélniho interferenéniho kontrastu (DIC) (pfi zvétSeni 2500X) je zietelné
viditelné vylomeni hrany

Kontrola povrchovych vad a méreni rozméru vicevrstvého
kondenzatoru

Podkladova vrstva integrovaného obvodu

V pfipadé konvencniho digitalniho mikroskopu odrazy vznikajici mezi kondenzatorem a dielektrickym
materidlem znesnadniuiji pozorovani celého povrchu. Pri praci s mikroskopem DSX1000 Ize snadno nalézt
optimalni obraz diky moznosti okamzitého vybéru vhodné metody pozorovani.

Pozorovani ve svétlém poli (1500X), pozorovani povrchu a méfeni vnéjsich rozmérd Ize provadét soucasné
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Dalsi analyticke aplikace

Analyza charakteristik a defektt v prirezu

kovovych materiali

Lestény vzorek

Systém DSX1000 se softwarem OLYMPUS Stream je schopen ziskat plné zaostreny obraz celého vzorku
bez ohledu na nerovnosti nebo sklon lesténého povrchu. Tim je odstranéna potreba prelestovani, ktera je
jinak spojena se zvy8enou namahou a ¢asovou naroc¢nosti.

Vi e d > BN

| &t
] m - .
| Y, | - TR
- A J e .
Pri pouziti konvenéniho objektivu (100X) Ize zaostfit pouze urcitou ¢ast vzorku Objektiv mikroskopu DSX1000 (100X) umoZzfiuje zaostfit cely vzorek, bez ohledu

na existenci nepravidelnosti

Analyzujte sklenéna vlakna a pryskyfici v prarezu
sklenéného epoxidového substratu desky s ploSnymi spoji

Deska s tisténymi spoji

Epoxidova podkladni vrstva, kterd obsahuje sklenéna vidkna, je nerovnomérna v disledku leptani, coz
Reseni znesnadiiuje presné zaostieni mikroskopu. Hloubka ostrosti a rozliSeni objektivi mikroskopu DSX1000
umoznuji ziskavani zfetelnych obrazl celého pozorovaného prirezu.

PFi pozorovani v tmavém poli (700X) jsou zfetelné viditelna jednotliva sklenéné vidkna
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Vyrobni fada

Model Z&akladni model Model s funkci naklapent Model s vysokym rozlisenim épiékovy model

Moznost analyzovani

Prednostni volba pro Snimky s vysokym rozli§enim | nejrozmanitéjsich typt vzorkl za

Z&Kladni rozsah funkef P ) x
analyzovani nepravidelné

Funkce / Pfinos pro zakaznika

a snadné ovladatelnost . M pro pokrogilou analyzu pouziti nékolika riznych metod
tvarovanych vzorku e
pozorovani
. 2 | Univerzalni zoomovaci hlava
S’;igg:;?m m‘(l)(tgr?lc(lfs ioka * DIC: Diferencialni interferencni
o ” kontrast
bl —
ﬁgvg ovac * ZvétSeni hloubky ostrosti o L
* Rezim 3CMOS s vysokym
rozli§enim
Standardni zoomovaci hlava [ ] ( ) =
Metoda pozorovani
SP  : svétlé pole
TP :tmavé pole
0B :skmé L ® o o
MIX  : smiSené
POL : polarizované svétlo
Mikroskopowy Naklapéci ram (+ 90°) — [ ] — [ )
ram Vzpiimeny ram [ ] — [ ] —
Pracovni stolek XY s motorickym _ P
pohonem a rotaci (+ 90°)
Pracovni stolek | Pracovni stolek XY s motorickym _ ° ° _
pohonem
Rucné oviddany pracovni stolek XY [ ) —
Konzole — [ ] [ ) [ )
Objektiv s mimoradné dlouhou
pracovni vzdalenosti
Objektivy* Objektiv s dlouhou pracovni *Viz typova rada objektivi na strang 27 — 28
vzdalenosti
Objektivy UIS2
Aplikaéni software
Ostatni Kalibra¢ni vzorek ® Y Y )
Ridici pogita& / zobrazovact
monitor
Volitelné Transmisni osvétleni O O 0 O
prislusenstvi
Rozptylovy adaptér O O O O
Adaptér
Adaptér odstrariujici reflexe ] ] [l O
Méfeni s detekci hran O O O |
Software
Analyza ¢astic l l O O
Ostatni Pouzdro k ukladani objektivti O O O O

@ : Standardni pfislugenstvi [ : Volitelné pfislusenstvi
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Systémovy diagram

Universal zoom head
DSX10-UzH

Objective

Super long working

Super long working

Standard zoom head
4 DSX10-SZH

distance objective lens distance objective lens
DSX10-SXLOB1X DSX10-SXLOB3X
DSX10-SXLOB10X

@ for XLOB

Lens attachment for UIS

E = (Three pieces as one set)
)

Lens attachment

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: (Two pieces as one set] DSX10-LAUIS :
DSX10-LAXL
1 1
' S [ ] ] , ‘
' Long working Adapter '
1 distance objective lens UIS2 objective lens = BD-M-AD 1
' DSX10-XLOB3X MPLFLN5XBDP '
, DSX10-XLOB10X MPLFLN10XBDP ,
' DSX10-XLOB20X MPLFLN20XBDP UIS2 objective lens 1
' DSX10-XLOB40X MPLFLN50XBDP MPLAPON50X '
: LMPLFLN10XBD MPLFLN1.25X :
! LMPLFLN20XBD MPLFLN2.5X 1
1 LMPLFLN50XBD 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 — 1
' [ ] [ ] [ ] '
1 1
1 1
1 1
' — = % — '
1 X P . L " L Storage case 1
1 Polarized illumination adaptor  Diffused illumination adaptor Diffused illumination adaptor DSX10-LC 1
1 for DSX10-SXLOBX for DSX10-SXLOB1X/10X for DSX10-SXLOB3X (Three pieces of lens attachments) 1
: DSX10-POAD DSX10-DIAD1X10X DSX10-DIAD3X P :
1 1
g .
P i e e .
1 1
1 Stage '
1 1
1 1
: E Adaptor for manual stage :
Rotatable motorized Motorized XY stage DSX10-MSTAD

, L XY stage LT DSX10-MTS !
' DSX10-RMTS '
' Manual stage !
: U-SIC4R2 !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Wafer holder plate 1
: | U-wHP2 Stage plate :
! | U-MSSP4 !
1 1
1 1
, ”? Rotatable wafer holder ,
' %A BH2-WHR43 '
1 1
1 1
1 1
1 1
g M
R el e e e - L .

. 1
: Microscope Control box 1
' frame !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: 0 Tilting frame Upright frame :
' DSX10-TF DSX10-UF '
' ° - :
1 Control box !
' 4 g DSX10-CB !
1 1
1 1
1 1
1 1

[l

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT

Calibration sample
DSX-CALS-HR

Console
DSX10-CSL

L =D

Basic software
DSX10-BSW

—3
——

(Optional software)

Edge detecting measurement software
DSX10-ASW-EDM

Particle analysis software
DSX10-ASW-PAM

PC Display monitor
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Cocky objektiv(

Objektiv se super dlouhou
pracovni vzdalenosti

@ Poskytuje velkou pracovni
vzdalenost mezi objektivem a vzorkem

Objektiv s vysokym rozliSenim

a dlouhou pracovni vzdalenosti
@ Poskytuje vysoké rozliseni
i dlouhou pracovni 2
vzdalenost R ) \

Vysoce vykonny objektiv s vysokou

numerickou aperturou
@ Poskytuje vysoky vykon v rozsahu nanometrd

99048

ZvétSeni na monitoru

Model objektivu

DSX10-SXLOB1X

DSX10-SXLOB3X

DSX10-SXLOB10X

DSX10-XLOB3X

DSX10-XLOB10X

DSX10-XLOB20X

DSX10-XLOB40X

MPLFLN1.25X

MPLFLN2.5X

MPLFLNSXBDP

MPLFLN10XBDP

MPLFLN20XBDP

MPLFLN50XBDP

MPLAPONS50X

LMPLFLN10XBD

LMPLFLN20XBD

LMPLFLN50XBD

40x 100x 200x

37,5-350x




500x 1 000x 2 000x 5 000x

140-1 400x

140 - 1 400X

280 - 2 800X

560 - 5 600X

140-1 400x

280-2 800x

700-7 000x

700-7 000x

140-1 400x

280-2 800x

700-7 000x

*Modely DSX10-SXLOB1, 3, 10X a DSX10-XLOB3X nepodporuji metodu polarizacniho pozorovani.

7 000x

Pracovni
vzdalenost
(mm)

51,7

66,1

41,1

30,0

30,0

20,0

4,5

3,5

10,7

12,0

6,5

3,0

1,0

0,35

10,0

12,0

10,6

0,08

0,09

0,20

0,09

0,30

0,40

0,80

0,04

0,08

0,15

0,25

0,40

0,75

0,95

0,25

0,40

0,50

Zorné pole

(um)

19200 -2 740

9 100-910

2 740-270

9100-910

2 740-270

1370-140

690-70

17 100-2 190

10 200-1 100

5480 - 550

2 740-270

1370-140

550-55

550-55

2740-270

1370-140

550-55

*Model MPLAPON50X nepodporuje pozorovani v tmavém poli a smiSena pozorovani.

* Modely MPLFLN1.25X a 2.5X podporuji pozorovani ve svétlém poli a Sikmé pozorovani.

* Zomé pole: Pfi poméru stran 1 : 1 diagonalni (s vychozi tovarni hodnotou)

Systém zpracovani ¢ocek pouzivany
spoleénosti Olympus

Vytvorili jsme automatizovany systém zpracovani ¢ocek, ktery nam
umozriuje dodévat optiku o nejvyssi dosazitelné kvalité. Diky tomu
jsme nyni schopni vyrabét vysoce presné ¢ocky s jemnosti dosahuijici
az 1/10 000 mm.

Za vyspély technicky vyvoj bylo spole¢nosti
Olympus udéleno ocenéni Yellow Ribbon Medal

V roce 2018 ziskala spole¢nost Olympus ocenéni Yellow Ribbon Medal
za Uspésny vyvoj pokrodilé metody zpracovani ocek objektivi o
vysoké presnosti dosahujici az 2 um. Souc¢asti programu bylo odborné
vedeni mladsich technikd zkusengjsimi kolegy plsobicimi v oblasti
vyroby ¢ocek a v souvisejicich védnich oborech.
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Technické parametry

Technické parametry hlavni jednotky

DSX10-SZH DSX10-UzH
Opticky systém Telecentricky opticky systém
Pomér priblizeni 10X (s motorickym pohonem)
Metoda zvétSeni optického zoomu Motorizovana
Kalibrace Automatické
Drzék objektivi Rychle prepinani ‘kodoyaneho d/rzakuvcibjektlvu auTomatK;Ky provadi
Opticky systém aktualizace informaci o zvétSeni a zorném poli
Maximalni celkové zvétSeni (na monitoru) 7 000x
Pracovni vzdalenost (WD) 66,1-0,35 mm
Presnost a opakovatelnost Presnost”’ +3%
(rovina X-Y) Opakovatelnost 30, 2%
Opakovatelnost (osa 2)* Opakovatelnost o, 1pm
Obrazovy snimac¢ CMOS 1/ 1,2 palce, 2,35 milionu barevnych pixeld
Chlazeni Chlazeni pomoci Peltierova ¢lanku
Snimkova frekvence 60 fps (maximalni hodnota)
Kamera
Normélni 1200 x 1200 (1:1)/ 1 600 x 1 200 (4:3)
Jemné Neni k dispozici 1200 x 1200 (1:1)/1600 x 1200 (4 :3)
Mimoradné jemné Neni k dispozici 3600 x 3600 (1:1)/4800x 3600 (4 :3)
Zdroj barevného svétla LED
Osvétleni
Doba Zivotnosti 60 000 h (konstrukéni hodnota)
BF (svétlé pole) Standardni
OBQ (8ikmé) Standardni
DF (temné pole) Standardni
P Kruhové LED osvétleni rozdélené do ¢tyr kvadratl
MIX (svétié pole + temné pole) . . Standargml
Pozorovani Soucasné pozorovani v BF + DF
PO (polarizace) Standardni
DIC (diferenciélni interferencni kontrast) Neni k dispozici | Standardni
Zvyseni kontrastu Standardni
Funkce zvySovani hloubky ostrosti Neni k dispozici | Standardni
Transmisni osvétleni Standardni*®
Osteni Motorické
Ohnisko
Zdvih 101 mm (motorické)

*1 Je nezbytné, aby kalibraci provadél servisni technik spole¢nosti Olympus nebo

autorizovaného prodejce. Aby bylo mozno zarucit potfebnou presnost ve smérech XY, je

zapotrebi provadét kalibraci pomoci pfisluenstvi DSX-CALS-HR (kalibracniho vzorku). *2 PFi pouZiti objektivu se zvétSenim 20X nebo vy§§im. *3 Potfebné je volitelné

prislusenstvi DSX10-ILT.

Objektiv DSX10-SXLOB DSX10-XLOB uIs2

Maximalni vyska vzorku 50 mm 115 mm 145 mm
X)g;grg\gnviyssbgﬁ%?mem) 50 mm

Codka objektivu | Parfokalni vzdalenost 140 mm 75 mm 45 mm
Drz&k objektivll Integrované s objektivem K dispozici
Celkové zvétSeni 20X - 1 400X 42X - 5 600X 23X** — 7 000X
Skute¢né zorné pole 19200 um — 270 um 9100 um = 70 pm 17 100 pm = 50 ym

Adaptér Difuzni adaptér (volitelné prislusenstvi) K dispozici Neni k dispozici

Adaptér pro eliminaci odrazdl (volitelné prislusenstvi) K dispozici Neni k dispozici

Drzék objektivi | Pocet objektiva, které je mozno pripojovat NejvySe 1 kus (ndstavec je sloucen s ¢ockou) Nejvyse 2 kusy

Pouzdro ¢ocky objektivu Lze ukladat tfi drzaky objektiva

*4 Celkové zvétseni pfi pouziti pfislusenstvi MPLFLN 1,25X

Pracovni stolek DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2
Pracovni stolek XY: s motorickym ) . . ) . Y
pohonem / rucni Motorizovany (s funkci rotace) Motorizovany Ruéni
; Rezim priority zdvihu: 100 mm x 100 mm _ _
. Zdvin XY Rezim priority rotace: 50 mmx 50 mm 100100 mm 100 - 105 mm
Pracovni
stolek g Rezim priority zdvihu: + 20° . -
Uhel rotace Reim priority rotace: + 90° Neni k dispozici
Zobrazeni Uhlu otoceni Grafické uZzivatelské rozhrani Neni k dispozici
QOdolnost proti zatizeni 5kg (11 Ib) 1kg (2,21b)
Snimek DSX-UF | DSX-TF Bisl displej s plochym panelem o thlopricce
Zavih ve sméru osy Z 50 mm (ruéni 23 palch
Pozorovani s naklonem Neni k dispozici +90° ozliscnl 1920 (H) x 1080 (v)

Zobrazeni Uhlu naklonu Neni k dispozici

Grafické uZivatelské rozhrani

Metoda uhlu néklonu

Nenf k dispozici

Rucné upeviovaci/uvoliovaci rukojet

Cely systém

Systém se vzpiimenym ramem Systém s naklapécim ramem

Hmotnost (rdm, hlava, pracovni stolek s motorickym pohonem, displej a konzola)

43,7 kg (96,3 Ib) 46,7 kg (103 Ib)

Prikon

100-120 V/ 220-240V, 1,1/0,54 A, 50/60 Hz




7 Ve

Redeni na miru

Rozsirte své moznosti kontroly

Diky presnosti a snadnému pouZiti je digitalni mikroskop DSX1000 vhodny pro mnoho primyslovych kontrol a jeho moZnosti
prizplsobeni poskytuji velkou flexibilitu. Inspekce jsou zfidka standardni a mikroskop DSX1000 na miru méze poskytnout funkce,
které potfebujete pro vasi aplikaci a pracovni postup.

Nad ramec standardu

o Vétsi stolky pro velké a tézké vzorky
¢ Vice mista pro vysoké vzorky bez ztraty kvality obrazu
e Pridany rezimy pozorovani, napriklad fluorescence

¢ A mnoho dal$ich moznosti pfizplisobeni na miru

Chcete-li se dozvédét, jak vam mohou pfizplisobena feseni DSX1000 pomoci, kontaktujte nas:

www.olympus-ims.com/contact-us
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www.olympus-ims.com

® Spolec¢nost OLYMPUS CORPORATION je certifikovana podle normy 1ISO14001.
® Spoleénost OLYMPUS CORPORATION j je certlﬁkovana podle normy 1ISO9001.

* V3echny nazvy spoleénosti a produkti jsou regi: i a/nebo obchodnimi znagkami pfislusnych viastniku.

* Vykonové charakteristiky a dalsl hodnoty popsané v této brozure vychazeji z hodnoceni provedenych spoleénosti Olympus k zafi 2017 a podiéhaji zménam bez predchoziho upozoméni.
. , véetné cené i, uvedené v této brozure vychazeji z podminek nastavenych spolecnosti Olympus. Podrobnosti naleznete v navodu k pou:

* Obrazy na pocitacovych monitorech jsou slmulovane

* Technické parametry a vzhledova éhaji zménam bez pre il P éni nebo jakékoli povinnosti ze strany vyrobce.

OLYMPUS

OLYMPUS CORPORATION

Shinjuku Monolith, 2-3-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 163-0914, Japonsko
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